HCJF-2000局部放电测试仪说明书
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局部放电测试仪

一、概    述

HCJF-2000多通道局部放电检测仪是根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论，参照国际电工委员会（IEC）标准，采用了先进电路，引用了先进技术，通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的，在设计上更完善，使用上更方便，性能上更可靠。


HCJF-2000多通道局部放电检测仪具有灵敏度高，适用试品范围广，采用大面积示波管试验波形显示清晰，有高频椭圆扫描（摄取功率小于1伏安），放大系统动态范围大，频带组合多（九种），有辅助零标系统，放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头，同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。JF－2002局放仪具有体积小、重量轻，是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具，也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与HCJZF－8或HCJZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。
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二、主要技术指标

1、测量通道数：3通道（标准）

2、可测试品的电容量范围6PF~250µF。

3、检测灵敏度允许电流（见表一）：

表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。

	输入单

元序号
	调谐电容范围
	灵敏度（PC）

（不平衡电路）
	允许电流有效值

	
	
	
	不平衡电路
	平衡电路

	1
	0～25～100PF
	0.02
	30mA
	0.25A

	2
	25～100～400PF
	0.04
	50mA
	0.5A

	3
	100～400～1500PF
	0.06
	120mA
	1A

	4
	400～1500～6000PF
	0.1
	0.25A
	2A

	5
	1500～6000～25000PF
	0.2
	0.5A
	4A

	6
	0.006～0.025～0.1μF
	0.3
	1A
	8A

	7
	0.025～0.1～0.4μF
	0.5
	2A
	15A

	8
	0.1～0.4～1.5μF
	1
	4A
	30A

	9
	0.4～1.5～6.0μF
	1.5
	8A
	60A

	10
	1.5～6.0～25μF
	2.5
	15A
	120A

	11
	6.0～25～60μF
	5
	25A
	200A

	12
	25～60～250μF
	10
	50A
	300A

	7R
	电阻
	0.5
	2A
	15A


4、椭圆扫描时基：

（1）频率50（内）、100、150、200、400HZ。

（2）旋转：以30°为一档，可旋转360°。

（3）工作方法：椭圆——扩展——直线。

（4）高频时基椭圆可按输入电压（10～250V）调节至正常大小，其摄取功率<1伏安，并有过载自动保护装置。

5、显示单元

采用124×104mm2矩形示波管，有亮度与聚焦调节旋纽。

6、放大器

（1）3dB低频端频率fL：10、20、40KHZ任选。

（2）3dB高频端频率fH：80、200、300KHZ任选。

（3）增益调节，粗调6档，档间增益差20±1dB，细调范围>20dB。

（4）正负脉冲响应不对称性<1dB。

7、时间窗

（1）窗宽：可调，50HZ下15°～ 150°。

（2）窗位置：每一窗可旋转0°～ 170°。

（3）两个时间窗可分别或同时开。

（4）具有一次性轰击装置，轰击时间约20ms（供拍照用）。

8、脉冲峰值表

（1）线性刻度指针式表头0—100  误差±5%（以满刻度计）。

（2）对数刻度指针式表头0—10—100  误差±5%（以满刻度计）。

（3）数字表头：以3位半LED数字表显示

      0—100    误差：±3%（以满刻度计）。

9、试验电压表

（1）量程100KV（用100KV电压表电阻R）。

（2）显示：3位半数字电压表。

（3）误差：±3%。

10、零标系统

（1）内部零标发生器的零标志可变换极性，并可旋转0～180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符。

（2）零标志与所有椭圆扫描频率相一致。

11、结构

（1）体积530×550×220mm3
（2）重量：约22KG。

三、系统工作原理

试品CX在试验电压下产生局部放电时，经耦合电容Ck产生脉冲电流，由输入单元拾取得脉冲信号。经低噪声前置放大器放大、滤波放大器选择所需频带及主放大器放大（达到所至需幅值）后，在示波屏的椭圆扫描基线上产生可见的放电脉冲，同时也送脉冲峰值表显示其峰值。时间窗单元是选取试验电压每一周期内脉冲峰值表的一段工作时间；并在这段工作时间内将示波屏的相应显示区加亮，它可以避开固定相位的干扰，这是常规的放电量测试方法。

用HCJZF型校正脉冲发生器注入试品CX——已知电量时，调节放大器细调旋钮使放电量表显示的值与注入电量一致，就可以在加电压试验时直接在表上读出被测放电量，无须进行计算，十分方便。

试验电压表经电压表电阻R产生试验电压过零标志讯号，可在示波屏上显示零标脉冲，试验电压大小可由KV表显示。

整个系统的工作原理可参看方框图（图一）
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图1  HCJF-2000局部放电检测试仪原理方框图
四、结 构 说 明

本仪器为台式机箱结构，仪器操作面分前面板及后背板两部分，各调节元件的位置见图二所示。

仪器上、下盖板及侧板均可折卸，以便维修。仪器内六块印刷线板QF（前放）、ZF（主放）、FJ1、FJ2（峰检）、TV（推动试验电压表）及MK（门控）均为插拔式。其它印刷电路板也均置于便于折卸之处SJ1、SJ2（时基）两板置于右侧；XS（显示）板在示波管罩下面；WY（稳压电源）板装在仪器后板上。

仪器采用中型矩形示波管，并从电路设计上挖掘潜力，终使HCJF-2000多通道成为一种功能多样，使用方便的真正小型化局部放电检测仪。
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图二  a  HCJF-2000局部放电测试仪前面板示意图

1、线性、对数表
                        19、窗宽调节

2、线性、对数转换开关                   20、右窗通断开关

3、电压、放电量数字表                   21、左窗通断开关

4、电压、放电量转 换开关                22、窗位调节

5、时基工作方式
                        23、照像机插座

6、过载指示
                            24、点火触发按钮

7、时基工作频率选择
                    25、聚焦调节

8、高频电压选择
                        26、亮度调节

9、椭圆旋转
                            27、辅助零标相位调节

10、高频电源开关                        28、示波屏

11、重新启动按钮
                        29、零标选择开关

12、通道选择

13、电源开关

14、A、B、C放大器增益细调

15、fH选择

16、放大器增益粗调

17、fL选择

18、正常、单次选择开关
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图二  b  HCJF-2000局部放电测试仪后背板示意图
30、放大器输入插座

31、接高压电阻插座

32、高频时基电源熔丝

33、高频时基电源插座

34、—20V电源熔丝

35、+20V电源熔丝

36、主电源熔丝

37、主电源插座

38、接地螺栓

五、操 作 说 明

（一）试验准备

1、检查试验场地的接地情况，将本仪器后部的接地螺栓38用粗铜线（最好用编织铜带）与试验场地的接地线妥善相接。输入单元的接地短路片也要妥善接地。

2、根据试品电容CX耦合电容CK的大小，选取合适序号的输入单元，表一中调谐电容量系指从输入单元初级绕组两端看到的等效电容（可按CX与CK的串联值粗略估算）。

输入单元应尽量靠近被测试品，输入单元的“接放大器”Q9插座，经8米长电缆与仪器后背板上的放大器输入插座30（有绿色圈）相接。

3、试品接入输入单元的方法主要有以下几种（见图三）。
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图三  a  并联接法
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图三  b  串联接法
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图三  c  平衡接法
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图三  d  桥式接法

图中：CX——试品；CK——耦合电容；Z——阻塞阻抗；

R3、C3、R4、C4——桥式接法中平衡调节阻抗。

4、在高压端接上高压电阻R（50KV、100KV或以上）其输出经测量电缆接到后背板“接高压电阻”输入插座31（红色）。

5、在未加试验电压的情况下，用不接地的校正脉冲发生器（HCJZF－9或HCJZF－10均可，推荐使用HCJZF－9）的输出经接线盒接试品两端，接线盒内注入电容分C=10PF及100PF两种，按C<0.1（CX+CK）选取（如使用HCJZF－9，其注入电容C已装在盒内一体化）。

6、常用局部放电试验电路见图四
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图四：局部放电试验标准接法电路（直接法的并联法）

图中：A－输入单元的初级始端；B－输入单元的初级末端，C－输入单元的初级中心抽头，E－输入单元地。

    （二）、使用步骤。

    1、开机准备

    将“时基频率”选择7置于“50（内）”、“时基工作方式”5置于“椭圆”。单次正常选择开关18置于“正常”。对数线性选择开关 2置于线性。电源插座37接上220V工频电源，将电源开关13按到“I”位置，开机预热15分钟以上。

    2、放电量校正与PC设定

    参照图四接好线后，在未加试验电压前用HCJZF－9型校正脉冲发生器予以校正。其注入电量Q按发生器上指示的电压U与接线盒上注入电容C的乘积计算Q＝U·C。

    注意：接线盒应尽量靠近试品高压端。

    如果使用HCJZF－9型校正脉冲发生器进行放电量的校正，其注入电量Q可按发生器上的档位指示值直读。

    然后调节“放大器增益调节”14与 16使注入脉冲高度适当（示波屏上显示高度2cm以下）；电表1示值与注入已知电量相符，PC设定后，“放大器增益细调”旋钮14的位置不能再改变，在以后测试中放大器的频带也不能改变，须保持与校正时相同。
    去掉HCJZF校正脉冲发生器与试验电路的连接。

下面以图四为例，介绍一种试验方法：

    例：用HCJZF－9或HCJZF－10型方波发生器注入试品两端的电量为50PC，调节JF－2002局放仪面板旋钮16，在第三档调节放大器增益细调旋调14，使其表头“1”指示为满度50PC。去掉方波发生器，加入试验电压，此时表头1所指示值即为放电量值的大小的两倍，如大于50PC时应衰减“16”一档（“16”为放大器增益粗调共分5档，每档20dB，10倍的关系）。

    3、测试操作

    接通高压试验电路电源，将KV－PC选择开关4置于“KV”,“零标选择”开关29置于“R”位置，缓缓升高试验电压，椭圆上将出现两个零标脉冲，零标相位差180°，如试验电压超过高压电阻R的额定电压等级，则可在低电压下将“零标选择”开关29置于“内”位置，出现由仪器产生的辅助零标脉冲，这时可调节电位器27，使辅助零标相位与“R”档时相符（极性也要一致），则在高压下不用高压电阻“R”也可获得正确的零标位置。

    旋转“椭圆旋转”9使椭圆转到预期的在放电时能最利于观察之处，通常这个位置是零标脉冲分别处于椭园上部左侧及下部右侧之处。连续升高电压，注意第一次出现持续放电，当放电量超过规定的最低值时的电压即为局部放电起始电压。

    测试中常会发现有各种干扰出现，可籍“时间窗”开关20、21、用一个或两个并用电位器19与 22来改变椭圆上加亮区域的宽度与位置。使其避开干扰脉冲。用时间窗装置可以分别测量产生于两个半波内的放电量。

    4、频率高于50HZ的局部放电试验

    当须进行高于50HZ的局部放电试验时，可将“时基频率”选择7按在相应频率档上，从高频试验电源中取10V－250V试验电压送入插座33上，（转动“高频电压”选择8，使椭圆大小适当即可，）

    当“高频电压”选择8位置不当引起过载时，则电源会自动切断，同时过载指示灯6亮，此时应将“高频电压”选择8顺时针方向转到底，按一下“重新启动”按钮11即可恢复启动（过载指示灯6灭）。示波屏上出现椭圆显示。

注意：为保护示波管，试验电压输入“高频电压”选择8所示值之比大于15%时才有椭园显示。

（三）附则

    1、放电类型和放电源的辨认

    先介绍一下示波屏上的椭圆轨迹，它是顺时针方向旋转，正零标脉冲表示试验电压开始由负变向正极性；负零标脉冲则与之相反，两零标间的中点为试验电压的正、负峰值部位。

    从椭圆上的放电图形辩认放电类型以及识别各种干扰是一门技术性很强并需有丰富实践经验的学问（最好再结合其他方法予以确认）。CIGRE（国际大电网会议）也为须此专门编了放电图形识谱的小册子，它是根据放电图形中放电位置、移动与否，正负半周的放电幅值一致程度以及放电幅值随试验电压及加压时间的变化特征来判断的，这里只能粗略加以介绍。

一般来说来，视为真正的内部气泡形成的局部放电，其主要特征是放电大多产生在靠近试验电压峰值前上升部位的两半周内。

    （1）典型的内部气泡局部放电（见图五），波形特征：a放电主要显示在试验电压由零升到峰值的两个椭圆相限内。b在起始电压 Ui时放电通常发生在峰值附近，试验电压超过 Ui时，放电向零位延伸。c两个相反半周上放电次数和幅值大致相同（最大相差至3：1）。d放电波形可分辨。这里又有几种情况：1）如果放电幅值随试验电压上升而增大，并且放
电波形变得模糊不可分辨，则往往是介质内含有多种大小气泡，或是介质表面放电；2）如果除了上述情况，而且放电幅值随加压时间而迅速增长（可达100倍或更多），则往往是绝缘液体中的气泡放电，典型例子是油浸纸电容器的放电。
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图   五
（2）金属与介质间气泡的放电（见图六  a），波形特征：正半周有很多幅值小的放电，负半周有少数幅值大的放电，幅值相差可达10：1。其它同上，典型例子是绝缘与导体粘附不佳的聚乙烯电缆放电。如果随试验电压升高，放电幅值也增大，而且放电波形变得模糊，则往往中含有不同大小多个气泡，或者是外露的金属与介质表面之间出现的放电（见图六b）。
[image: image11.jpg]o

<~ |



            图六    a                        图六     b

下面讨论一些主要视之为干扰或非正常放电的情况。
（3）悬浮电位物体放电（见图七  a），波形特征：在电压峰值前的正负半周两个象限里出现，幅值、脉冲数和位置均相同，有时（如图七  b所示）成对出现，放电可移动，但它们间的相互间隔不变，电压升高时，根数增加，间隔缩小，但幅值不变，有时电压升到一定值时会消失，但降至此值又重新出现。原因：金属间的间隙产生的放电，间隙可能是地面上两个独立的金属体间也可能在样品内，例如屏蔽松散。
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           图七    a                         图七    b

（4）外部尖端电晕（见图八  a），波形特征：起始放电仅出现在试验电压的一个半周上，并对称地分布峰值两侧。试验电压坟升高时，放电脉冲数急剧增加，但幅值不变，并向两侧伸展（如图八  b所示）。原因：空气中高压尖端或边缘放电。如果放电出现在负半周，表示尖端处于高压，如放电出现在正半周则表示尖端处于地电位。
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          图八    a                         图八    b

（5）液体介质中的尖端电晕（图九  a），波形特征：放电出现在两个半周上，对称地分布在电压峰值两则。每一组放电均为等间隔，但一组幅值较大的放电先出现，随试验电压升高而幅度增大，不一定等幅值：一组幅值小的放电幅值相等，并且不随电压变化（如图九  
b所示）。原因：绝缘液体中尖端或边缘放电，如一组大的放电出现在正半周，则尖[image: image14.jpg]


端处于高压；如它出现在负半周，则尖端处于地电位。

图九   a                           图九   b
（6）接触不良（图十），波形特征：对称分布在试验电压零点两侧，幅值大致不变，但在试验电压峰值附近下降为零，波形粗糙不清晰。低电压下即出现，电压增大时，幅值缓慢增加，有时在电压达到一定值后完全消失。原因：试验电路中金属与金属不良接触的连接点；塑料电缆屏蔽层半导体粒子的不良接触；电容器铝箔的插接片等（可将电容器充电然后短路来消除）。

[image: image15.jpg]



                               图十
（7）可控硅元件（图十一a），波形特征：位置固定，每只元件产生一个独立讯号。电路接通，电磁耦合效应增强时，讯号幅值增加。试验调压时，该脉冲讯号会产生高频波形展宽，从而占位增加（如图一  b所示），原因：邻近有可控硅元件在运行。

[image: image16.jpg]


            图十一  a                           图十一  b

（8）继电器、接触器、辉光管等动作（图十二），波形特征：波形不规则或间断出现，同试验电压无关。原因：热继电器、接触器和各种火花试验器及有火花放电的记录器动作时产生。
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 图  十  二
    （9）异步电机（图十三），波形特征：正负半周出现对称的两簇讯号，沿椭园时基逆向以不变的速度旋转。原因：异步电机运行讯号耦合到检测电路中了。
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                                图  十  三
  （10）荧光灯（图十四），波形特征：栏栅状，幅值大致相同的脉冲，伴有正负半波对称出现的两簇脉冲组。原因：荧光灯照明。
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  图  十  四

（11）无线电干扰（图十五  a、b）波形特征：幅值有调制的高频正弦波，与试验电压无关。原因：无线电话、广播电话、载波通讯等。
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          图十五  a                         图十五  b

 （12）电动机干扰（图十六），波形特征：放电波形沿椭圆基线均匀公布，每单组号呈“山”字形。原因：带换向器的电动机，如电扇、电吹风机运转时的干扰。
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图  十  六
（13）中高频工业设备（图十七），波形特征：连续发生，仅出现在电源波形的半周内。原因：感应加热装置和频率接近检测频率的超声波发生器等。
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                           图  十  七

（14）铁芯磁饱和谐波（图十八），波形特征：较低频率的谐波振荡，出现在两个半周上。幅值随电压升高而增大，不加电压时消失，有重现性。原因：试验系统各种铁芯设备（试验变压器、滤波电抗器、隔离变压器等）磁饱和产生的谐振。
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                           图  十  八
（15）电极在电场方向机械移动（图十九），波形特征：仅在试验电压的半周（正或负）上出现的与峰值对称的两个放电响应，幅值相等而脉冲方向相反。起始电压时两个脉冲在峰值处靠得很近，电压升高时逐渐分开，并可能产生新的脉冲讯号对。原因：电极的部分（尤其是金属箔电极）在电场作用下运动。
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                             图  十  九
（16）漏电痕迹和树枝放电，波形特征：放电讯号波形与一般典型图象均不符合，波形不规则，不确定。原因：玷污了的绝缘上的漏电或绝缘局部过热而致的炭化痕迹或树枝通道。

在放电测试中必须保证测试电路中其他元件（试验变压器、阻塞线圈、耦合电容器，高压电阻等）均不放电，常用的方法是用与试品电容数量级相同的无放电电容或绝缘结构取代试品试验，看看有无放电。

了解各种放电类型的波形特征、来源以及识别干扰后就可按具体情况采取措施排除干扰原因和正确地进放电测量了。
2、干扰的主要形成方式和侵人途径

    （1）干扰的主要形成方式：①来自电源网络的干扰；②来自接地系统的干扰；③由其他高压试验或电磁场幅射场接收到的干扰；④试验电路本身所产生的干扰；⑤试验电路中或试样内部接触不良形成的干扰等。

    （2）干扰的侵人途径，通常有以下几条：①电容耦合：导线（如馈电线）上如有干扰电压可通过导线对测试电路的杂散电容耦合到测试电路中。电容耦合最易产生在试品电容小的情况；②感应耦合：导线（如馈电线）上如载有干扰电流，则通过与测试电路间的磁感应，就耦合到测试电路中。在测大电容试品时，只要存在很小的互感M，感应耦合作用就很强；③接地耦合：这主要是由于多点接地引起的，接地系统中在两个接地点上流过电流，从而在试验电路中建立起一个干扰电压；④经由高压电源耦合：电网干线来的干扰电压经试验变压器初、次级绕组间的电容耦合进人试验电路。

    3、消除或抑制干扰的主要措施

    （1）采用带调压器、隔离变压器和滤波器的滤波控制电源（如 LB－5）。隔离变压器初级绕组屏蔽接地电网系统的地；次级绕组屏蔽接试验电路的地（或全屏蔽系统的地）。

    （2）设置屏蔽室。可以仅屏蔽试验电路部分，而高压变压器等在外面，高压由套管引人（但必须用滤波器）。也可将高压电源，试验人员置入屏蔽室而局部放电检测仪在外面，如能将检测仪也放在屏蔽室内当然更好。设置屏蔽室的目的与作用是阻止电容耦合和感应耦合两条途径。屏蔽室的设计可参看有关资料。

    （3）可靠的单点接地，将试验回路系统或整个屏蔽体设计成单点接地结构，接地电阻要小。接地点要与一般试验室的地网及电力网中线分开。如图二十a为单点接地，而图二十b的接地方式易形成回路地电流，引起干扰。
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          图二十  a                            图二十  b

（4）采用高压滤波器。在试验变压器次级的高压侧加装高压滤波器可进一步抑制电网系统的干扰，并可提高检测灵敏度如图二十一所示的两级T型滤波器，设L＝0.5H、C＝0.004uF，则对30KHZ信号可衰减60dB。当然，高压滤波器也必须在试验电压下无放电。国内单位有使用串联在高压引线中的调谐式选频滤波器，效果也很好。
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图二十一  高压滤波器接入试验电路
图中Cx—试品；Ck—耦合电容；ZM—输入单元。

(5)采用平衡法或桥式试验电路。

(6)利用门单元的时间窗，使固定相位的干扰不落入“窗”内。
(7)放大器采用较窄的频带，例如（40-80）KHZ。或用频带躲开干扰大的频率范围等方法。

（8）在高压端加装高压屏蔽罩或戴上半导电的橡皮轮胎帽子，以防止外部电晕干扰。

（9）试验电路远离周围物体，尤其是悬浮的金属物体。
附一、多通道局部放电测量使用说明

多通道局部放电测量是为用户同时进行多路局部放电试验而设计的功能，如干变感应局放试验需三路同时进行局放试验、油变感应局放试验需三路或者六路等。它提供给了需要进行多路试验的用户一个简单实用的解决方案，用户可以同时进行多路试验而无须购买几台局放仪。它采用无源衰减的方法，频率带宽达100MHz以上，放电波形失真极小。

试验使用方法：
按下图连接试验回路，首先以通道A作为增益基准进行校正，将“通道选择”波段开关选择在通道A，通道A高压端注入校正脉冲。如50PC，调整局放仪增益粗调和增益“细调（A）”，使局放仪指示值显示为50PC，通道A校正完毕（注意：局放仪增益细调保持不便）；通道B校正，将“通道选择”波段开关选择在通道B，在通道B高压端注入校正脉冲50PC ，注意，不可调整局放仪增益细调（A），调整“细调（B）”增益旋钮使局放仪指示值显示为50PC，通道B校正完毕。以后通道应按照通道B的校正方法，选择相应的通道档位和相应细调进行校正。

[image: image5.png]e
RotER [ o S SHERSHR EMAR

-

YL ks Jpann
M | ol e e mema

i - . R
o
T
RéuER LI @
- ° pEity
o 4

(ARE)






HCJZF—10校正脉冲发生器
一、用途与适用范围
HCJZF—10校正脉冲发生器是一个小型的价廉的电池供电的局部放电校正器，它体积小，重量轻，便于携带，同步方便，适合作为大量的现场测试和工厂产品测试的校正脉冲发生器。它可以以三种放电量的注入范围向试品两端注入频率为1.2KHz左右的校正脉冲。适合于国际电工委员会IEC—270所推荐的任何一种试验电路

二、主要规格及技术参数
输出电荷量档位：5 PC、10 PC、20 PC 、50PC

极性：正负交替

重复频率：1.2KHz

频率变化范围： >±100Hz

脉冲上升沿时间：　<100ns

脉冲下降沿时间：　>100us
注入电容：10PF 　电容误差 Ec≤±４％

方波电压幅度误差 Eu≤±４％（50PC档位）
校正电荷误差 Eq=(Eu2+Ec2)1/2  ≤±5％
尺寸：160×125×50mm3
重量：0.5kg

电池：6F22   9V

三、主要结构及工作原理
HCJZF-10校正脉冲发器由电池Ｅ供电，电池E为6F22 
9Ｖ万用表用干电池。从原理图可看出晶体管BG1和BG2构成反馈式振荡器，振荡频率由电位器 Ｗ１调节，振荡波形经晶体管BG3放大输出，稳压管DW所稳定的电压直接加至晶体管BG3发射极和它的集电极负载之间这样就稳定了校正脉冲的幅值。开关Ｋ用于幅值的切换。电容器Ｃ３是校正脉冲的注入容电，电池Ｅ和注入电容Ｃ２均与其他元件一起装在屏蔽的机盒内。
四、操作与使用
首先要打开HCJZF-10 校正脉冲发生器的后盖板，装入电池。盖好盖板。将输出的红、黑两个端子上接上导线。红端子上的导线尽量短且靠近试品的高压端，黑端子导线接试品的低压端。将校正电量开关置于5PC、10PC、20PC、50PC中的合适位置即可校正。频率可在1.2 KHz附近调节（校正脉冲同步调节）。面板上电压表是指示机内电源的情况，一般指示在7V以上才能保证工作，低于7V则需掉换电池。
五、特别注意事项
做局部放电试验前一定要断开HCJZF-10校正脉冲发生器输出端连接线，以防高电压打坏HCJZF-10校正脉冲发生器

    面板上指针表指示电池电压，低于7V，请打开小电池盖更换电池，电池为标准9V电池（6F22）。
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